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Methoden moderner Rontgenphysik: Streuung und Abbildung
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X-RAY REFLECTIVITY

In Bornscher Néherung ist die von einer Oberfliche reflektierte Intensitdt eines

Rontgenstrahls gegeben durch:
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a) Berechnen Sie die an der unten skizzierten Oberfldache reflektierte Intensitit durch
Mittelung der Funktion dp(z)/dz iiber x.
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b) Vergleichen Sie das Ergebnis mit der Reflektivitét eines Einschichtsystems mit py
als Dichte des Substrats, py/2 der Dichte des Films und Schichtdicke d.

Eine Synchrotronquelle wie PETRA III emittiert ein Photonenenergiespektrum /pgrr4(E). Fiir
eine Nutzerspezifizierte Photonenenergie £y mit maximalem Photonenfluss hat diese Funktion
Maxima bei Ey/3, Ey/5 etc. Diese hoheren harmonischen Photonenenergien miissen vor dem
Experiment unterdriickt werden, was durch Rontgenspiegel umgesetzt werden kann.

¢) Bestimmen Sie den Faktor zur Unterdriickung der 3. Harmonischen Ey/3 unter
Verwendung von n =1 — & mit § « A% und Einfallswinkel & < 1. Vergleichen
Sie das Ergebnis mit dem fiir die 3. Harmonische typischen Photonenfluss von 10
Photonen pro Sekunde.

d) Berechnen Sie die minimale Lénge eines Spiegels fiir eine typische StrahlgrofBe
von Imm und einem typischen Einfallswinkel von « =0.15°



